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GROSSVOLUMIGE MESSTECHNIK
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Nikon
Metrology
Solutions

Rontgen- und CT-Inspektion

RONTGENQUELLEN

XT H-SERIE INDUSTRIELLE COMPUTERTOMOGRAFIE-SYSTEME
MCT225 METROLOGY-CT

GROSSVOLUMIGE SYSTEME

CT-AUTOMATION

SERIE XT V ELEKTRONIK-RONTGENINSPEKTION

GROSSVOLUMIGE MESSTECHNIK

LASER-RADAR
SHOP-FLOOR-KMG

Video-Messsysteme

VIDEO-MESSSYSTEM SERIE iNEXIV-VMA
VIDEOMESSSYSTEM SERIE NEXIV VMZ-S
VIDEO-MESSSYSTEM SERIE KONFOKALE NEXIV VMZ-K

Manuelle Messgerate

MANUELLE MESSMIKROSKOPE PROFILPROJEKTOREN
DIGIMICRO - DIGITALE MIKROMETER
AUTOKOLLIMATOREN

MATERIAL- UND
INDUSTRIEMIKROSKOPE

STEREOMIKROSKOPE

MIKROSKOPE FUR MATERIAL- UND INDUSTRIEANWENDUNGEN
BW-SERIE — MIKROSKOPSYSTEM MIT WEISSLICHT-INTERFEROMETER
NEOSCOPE TISCH-RASTERELEKTRONENMIKROSKOP
SOFTWARE-LOSUNGEN

Multisensor-Messtechnik

KMG-SCANNER FUR DIE AUTOMATISIERTE MESSTECHNIK
MODELMAKER-SCANNER FUR DIE MANUELLE MESSTECHNIK
MCAX S MOBILE KMG-ARME
3D-SCANNING-MESSTECHNIK-SOFTWARE

Service und Support

Der innere Aufbau vermittelt eine Vorstellung von der
Komplexitat der elektronischen und industriellen Bauteile.
Nutzen Sie die CT-Fahigkeiten, um die inneren oder
auBeren Abmessungen im Rahmen eines flieBenden,
zerstorungsfreien Prozesses zu qualifizieren und zu
guantifizieren.

Rontgen-
und CT-Inspektion

RONTGENQUELLEN

XT H 225 INDUSTRIE-CT

XT H 225 ST 2X INDUSTRIE-CT

MCT225 METROLOGIE CT

XT H 320 INDUSTRIE-CT XT H 450 HOCHSPANNUNGS-CT
GROSSVOLUMIGE SYSTEME

CT-AUTOMATION

XT V 130C / XT V 160 ELEKTRONIK-RONTGENINSPEKTION



Die einzige
450-kV-Mikrofokus-
Rontgenrdhre der Welt

450 kV REFLEXIONSTARGET

Einzigartige 450-kV-Mikrofokus-
Rontgenrdhre mit einer Genauigkeit
und Prazision von 25 pm
Rotierendes Target fur 5-mal
schnelleres Scannen als Option
Hochmoderne, flussigkeitsgekihlte
Technologie fur 450 Watt

Rontgen- und CT-Prufsysteme

Dauerleistung

Deutlich héhere Auflésung als
Minifokus-Rohren bei gleicher Energie
Branchenfiihrende Leistung mit
klrzeren Scanzeiten und hoherer

Prazision

Rontgenquellen

Interne Entwicklung und
Herstellung

Die Rdntgenquellen von Nikon Metrology bilden das Herzstick unserer
Technologie. Sie werden bereits seit 1987 von uns entwickelt und
hergestellt und vereinen das Know-how von tber 30 Jahren Erfahrung.
Aufgrund dieses fundierten Wissens im Bereich der Rontgentechnik kann
Nikon Metrology schnell und flexibel auf aktuelle Marktentwicklungen
reagieren und innovative, anwendungsspezifische Komplettlésungen
entwickeln. Bei allen Rontgensystemen kommt eine offene Rdntgenréhre
(Open-Tube-Technologie) zum Einsatz, die sehr wirtschaftlich im Betrieb ist.
Die Systeme sind in verschiedenen Leistungsvarianten von 160 kV Uber 180,
225 und 320 kV bis zu 450 kV erhaltlich und bieten allesamt Auflésungen
im Mikrometerbereich.

Eine Rontgenrdhre, finf Target-Module,
grenzenlose Anwendungen

180-kV-TRANSMISSIONSTARGET

- FlussigkeitsgekUhltes Transmissionstarget

- Merkmalserkennung im Submikrometerbereich

- Hohe Auflésung bis zu 180 kV

- Optimal fur die hochauflésende CT-Priifung kleiner Objekte

225-kV-REFLEXIONSTARGET

- FlussigkeitsgekUhltes Reflexionstarget

- Minimale BrennfleckgréBe von 3 um

- Hohe Auflésung bis zu 225 kV

- Herausragende Bildqualitdt und hohe Auflésung fir ein
breites Spektrum von Prifobjekten

225 kV ROTATING.TARGET 2.0

- Flussigkeitsgekuhltes, rotierendes Reflexionstarget

- 3-mal héhere Auflésung bei gleicher Energie im Vergleich zu
statischem Target

3-mal héhere Energie bei gleicher Auflésung im Vergleich zu
statischem Target

Flhrt zu erheblich kiirzeren Scanzeiten

- Keine Abkuhlzeiten; Dauerbetrieb mit eindrucksvoller Leistung von
bis zu 450 Watt

320-kV-ROHRE

- Flussigkeitsgekhltes Reflexionstarget

- Einzigartige 320-kV-Mikrofokus-Réntgenrohre

- Durchdringt dichte Objekte mit gleichbleibend hoher Auflésung

- Ideal fur die Priifung von Steinkernen, Gussteilen und Prifobjekten
mit hoher Dichte

MULTIMETALL-TARGET

- Branchenweit einzigartiges Multimetall-Target

- Zur Optimierung des erzeugten Rontgenprofils

- Materialwechsel ohne Zerstérung des Vakuums

- Unerreichte Flexibilitat fir komplexe Anwendungen

- Vielseitige Moglichkeiten zur Kontraststeigerung, perfekt fiir die
Materialforschung und mehr
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Rontgen- und CT-Prufsysteme

XTH 225

Erleben Sie die

Welt der Rontgen-
Computertomographie

Die detaillierte Erfassung und Messung von
innenliegenden Bauteilen und Baugruppen sind
fur die Qualitatskontrolle, Fehleranalyse und
Materialforschung entscheidend.

Die XT H 225 Einsteigersysteme bieten eine Mikrofokus-Rontgenrohre mit
hoher Bildauflésung und ein groBes Messvolumen fur eine kleine Stellflache.

Das XT H 225 wurde fur die ultraschnelle CT-Rekonstruktion in zahlreichen
Anwendungen konzipiert und erméglicht unter anderem die Priifung von
Kunststoffteilen, kleinen Gussformen und komplexen Mechanismen sowie
die Erforschung von Materialien und Priifobjekten aus der Natur.

MERKMALE

- Auswahl verschiedener intern entwickelter
Mikrofokus-Rontgenrohren eine Vielzahl
- 180-kV-Transmissionstarget
- 225-kV-Reflexionstarget
- Breite Auswahl an hochwertigen Flachbilddetektoren
- Live-Rontgenaufnahmen, schnelle CT-Rekonstruktion
- Vollstéandig programmierbarer 5-Achsen-
Teilemanipulator
- Benutzerdefinierte Makros zur Automatisierung der
Messablaufe
- Ausgezeichnetes Priifvolumen fiir kleine Stellflache

COMPUTERTOMOGRAFIE

VORTEILE

AuBerordentliche Vielseitigkeit und Optimierung fur von
Anwendungen und Priifobjekten

Flexible Systeme ermdglichen schnelle optische
Prafungen visuelle Inspektion als auch eine tiefgreifende
Analyse und fundierte Auswertungen

Niedrigste Wartungskosten dank internerentwickelter
Entwicklung und Herstellung

Schnelle und zuverlassige Erfassung hochwertiger Daten
fur alle Bedieneranforderungen

Kurzere Schulungszeiten und vereinfachte Prozesse
sorgen fur einsorgen fur ein groBartiges Bedienerlebnis
Deutlich kirzere Scanzeiten und héhere Bildqualitat
Einfache Anpassung der Bildqualitat und Auflésung an
unterschiedliche Prifobjekte

Zur Erstellung eines dreidimensionalen CT-Volumens wird zunachst
eine Reihe von zweidimensionalen Rontgenaufnahmen vom
Objekt gemacht, das dabei um 360 Grad gedreht wird. Mit diesen
Bildern wird anschlieBend eine dreidimensionale Darstellung des
Objekts rekonstruiert. Das rekonstruierte Volumenmodell enthalt
neben den Informationen zu den AuBenflachen auch alle Daten
zu innenliegenden Flachen und Strukturen sowie Informationen
zum Materialaufbau. Das CT-Modell kann an jedem beliebigen
Punkt, durch alle Ebenen, angesteuert werden. Dadurch kénnen
selbst innen liegende Messungen problemlos durchgefuhrt
werden. Gleichzeitig konnen strukturelle Materialmangel lokalisiert
und Montagefehler erkannt werden, die bei herkémmlichen
zerstorungsfreien Prifverfahren in der Regel verborgen bleiben.




Rontgen- und CT-Prifsysteme

XTH 225 ST 2x

£

Produktivitat ohne
— ==~ Kompromisse

Das XT H 225 ST 2x Prifsystem eignet sich

flr ein breites Spektrum an Materialien und
ObjektgroBen.

Je nach Anwendungszweck kann das System mit
verschiedenen erstklassigen Flachbilddetektoren
mit einer Auflésung von bis zu 2.880 x 2.880,
150 pm Pixeln konfiguriert werden.

XTH225 5T In

Funktionen zur Steigerung der Scangeschwindigkeit, Verldangerung
der Systembetriebszeit und Beibehaltung der Messgenauigkeit in
Kombination mit austauschbaren Rontgentargets und motorisierter
FID-Korrektur machen das System zu einer flexiblen Lésung fur
Qualitatslabors, Produktionsanlagen, F&E-Abteilungen und die
wissenschaftliche Forschung.

RUCKFUHRBARE BEISPIELLOSE FLEXIBILITAT

GENAUIGKEIT Eine einzige Rontgenquelle mit funf
Mit Local.Calibration l3sst Targetkopfen bietet eine bislang

sich die CT-Scanposition unerreichte Flexibilitat. Um das System
automatisch tGberprifen fur die jeweilige Scanaufgabe optimal
und damit eine héhere zu konfigurieren, kénnen Bediener die
Messgenauigkeit erzielen. Targets problemlos austauschen.

VERFUGBARKEIT UND
PRODUKTIVITAT

Die intelligente Steuerung der Rontgenquelle
durch Auto.Filament Control verdoppelt

die Lebensdauer des Filaments ohne Einsatz
von langlebigen Filamenten, die die hohe
Auflésungsfahigkeit des Mikrofokus-
Rontgentargets beeintrachtigen wirden. Wird
das Filament weniger haufig ausgewechselt,
steigt auch die Systemverfligbarkeit.

Die motorisierte einstellbare FID
(Distanz zwischen Brennfleck und
Messnormale kalibriert Bildgeber) erweitert die Moglichkeiten
wird, erlaubt das System die Rontgenleistung oder Detektor-
rickfihrbare Messungen mit  Belichtungszeit anzupassen um die
einer hohen Prazision. Scaneinstellungen zu optimieren.
wird. Neuartige Methoden zur Berechnung der Eine kurzere FID ermdglicht schnellere
Drehachse und neue Rekonstruktionsalgorithmen Aufnahmezeiten und eine héhere
ermoglichen automatisierte Scans, die qualitativ Signalgte.

einem langeren CT-Scan mit 360-Grad-Drehung

entsprechen.

Da die CT-Scanposition in
Bezug auf eine bekannte

Half.Turn CT verkUrzt die Messzeit durch
schnellere CT-Scans, bei denen das Prifobjekt
nur um etwas mehr als 180 Grad gedreht

AUTOMATISCHE DETEKTORAUSWERTUNG

Der Zustand des digitalen Rontgendetektors hat einen
erheblichen Einfluss auf die Effizienz und Genauigkeit, mit der
Merkmale erkannt und gemessen werden. Dementsprechend
sollte die Detektorleistung Uber einen langeren Zeitraum
Uberwacht und ausgewertet werden.
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Die Flachbilddetektoren von Nikon Metrology erfullen

die Anforderungen gema3 ASTM E2597 und Bediener
konnen die Detektorleistung anhand von ASTM E2737
evaluieren und Uberwachen. Eine spezielle Software fuhrt alle
notwendigen Funktionen wie die Manipulation des Normals,
die Bilderfassung und die Datenauswertung aus und erstellt
schnell und automatisch einen detaillierten

Bericht zur Detektorleistung und Trendanalyse.

Rontgen- und CT-Prufsysteme
MCT225 Metrology CT

Absolute
Genauigkeit fr
innen liegende
Messungen

Das MCT225 Prifsystem ermdglicht die
effiziente und zerstérungsfreie Messung von
innen- und auBen liegenden Geometrien.

Mit Gber 30 Jahren Erfahrung in der
Rontgentechnologie kann Nikon Metrology auf
eine beispiellose Erfolgsbilanz in der Entwicklung
und Herstellung messtechnischer CT-Systeme
von hochster Qualitat und Prazision verweisen.

ABSOLUTE GENAUIGKEIT

Das MCT225 Prufsystem wird nach Genauigkeitsstandards des britischen
National Physical Laboratory (NPL) vorkalibriert und gemal3 den
Anforderungen der Richtlinie VDI/VDE 2630 ,, Computertomographie in
der dimensionellen Messtechnik” zertifiziert. Die absolute Genauigkeit
garantiert prazise Messungen ohne zeitaufwandige Vergleichsscans

oder Referenz-messungen — die Priifobjekte werden fur die Messung
einfach auf einen Drehtisch in der Kabine platziert. Mehrere wichtige
Messfunktionen sorgen fur langfristige Stabilitat und eine eindrucksvolle
Genauigkeit von 9+L/50 pm.

MERKMALE

- Von Nikon Metrology entwickelte
Mikrofokus-Réntgenquelle

- Temperaturkontrollierte Kabine

- Hochprazise Linearfihrungen

- Korrektur fehlerhafter Achsverfahrwege

Flussigkeitsgekuhlte Rontgenquelle

Hochauflésende optische Drehgeber

Hochauflésender 4-Megapixel-Detektor

Per Finite-Element-Methode optimierter

Manipulator

ABLAUF DER MESSTECHNISCHEN COMPUTERTOMOGRAPHIE

Hvdraulikverteil Direktveraleich Schnitt der Messprotokoll
Y ra:1| Fver: €ler 5 CT-Rekonstruktion —> °''® CV,EE)g T\'/lc dell —> innenliegenden —>  mit Form- und
eines Fi-ranrzeugs aum - Vioge Geometrie Lagetoleranzen



Rontgen- und CT-Prufsysteme

XTH 320

HERAUSRAGENDE BILDQUALITAT

Prufobjekte aus verschiedenen Materialien oder mit
geringerer Dampfung scannt man aufgrund des
hohen Dynamikumfangs am besten mit hochwertigen

Flachbilddetektoren. Hoch auflésende Voxel-

Daten werden bei CT-Scans durch den Einsatz von

Flachbilddetektoren mit vielen Pixeln erzielt. Die

groBeren Schutzkabinen sind mit einer Vielzahl von
erstklassigen Detektoren konfigurierbar, unter anderem

mit hoher aufloésenden Detektoren mit bis zu
4.000 x 4.000 Bildelementen, die besonders
detailreiche Bilder liefern.

MIT DEN CT-PRUFSYSTEMEN VON
NIKON METROLOGY KONNEN SIE

- Komplexe innen liegende Strukturen
verifizieren

- Einzelne Bauteile isolieren und zerstérungsfrei

prifen

- Prufobjekte von innen vermessen, ohne das

Objekt zu zerteilen
- Interne Lunker/Volumina automatisch
auffinden und messen

- Innen- und AuBenfldchen einfach sichtbar

machen
- Die gesamte Priifzeit verkurzen
- Die Anzahl der Wiederholungen
zur Feinabstimmung von (Vor-)
Produktionsparametern senken

Mikrofokus-
CT mit grol3er
Kabinenaustihrung

Das XT H 320 ist ein System mit groBer
Kabinenausfuhrung fir Rontgen-CT-Prifungen
und die Vermessung groBBer Bauteile.

Das Prifsystem verflgt Uber eine
320-kV-Mikrofokus-Réntgenréhre mit bis

zu 320 W Leistung.

Mittels eines hochauflésenden Flachbilddetektors werden
hochwertige Bilder vom Priifobjekt erzeugt. Die Steuerung des
Systems erfolgt Uber Inspect-X. Diese Software vereinfacht und
beschleunigt die Erfassung von CT-Daten und die Einrichtung
von Messungen. Das System kann Volumendaten an eine
branchenfiihrende Visualisierungs- und Analyseanwendung
ausgeben.

320-kV-MIKROFOKUS

Die meisten Anbieter von Rdntgensystemen bieten
Mikrofokus-Quellen nur bis 225 kV an - leistungsstarkere
Rontgenquellen sind dagegen mit Minifokus ausgestattet.
Bei groBeren Proben wird jedoch haufig ein hoheres
Durchdringungsvermoégen benétigt. Deshalb bietet
Nikon Metrology eine einzigartige 320-kV-Mikrofokus-
Roéntgenrdhre an. Die BrennfleckgroBe dieser

Quellen ist um ein Vielfaches kleiner ist als die von
Minifokus-Rohren. Dadurch profitieren Endnutzer von
einer Uberragenden Auflésung und Genauigkeit und
kénnen ein breites Spektrum an Priifobjekten messen.

Dosierspender Bewertung der Wanddicke eines
Impellers

Rontgen- und CT-Prifsysteme

Die hochbrillante 450-kV-Rontgenquelle bietet
dieselben Vorteile wie ein rotierendes Target:
eine schnellere Datenerfassung oder eine hdhere
Datenqualitat bei gleicher Energie

Rontgen- und CT-Schichtaufnahme einer Einkristall-
Turbinenschaufel, erzeugt mit einem ,, Curved Linear

Diode Array”-(CLDA)-Detektor

Kettensage Motorgussform

450-kV-Mikrofokus-
CT far die Prifung
hochdichter
Komponenten

Das XT H 450 setzt neue Malstabe fir die
Messung von Turbinenschaufeln und die
zerstorungsfreie Prifung kleiner und mittelgroBBer
Gussteile.

Das Herzstlck dieses leistungsstarken Systems ist eine

450-kV-Mikrofokus-Réntgenréhre mit Uberragender
Auflésung und Genauigkeit.

Der , Curved Linear Array”-Detektor nimmt die Réntgenstrahlen optimal
auf und eliminiert zugleich unerwiinschte Streustrahlung, durch die
zweidimensionale Darstellungen von Turbinenschaufeln und anderen
Metallteilen haufig beeintrachtigt werden.

MERKMALE

- Einzigartige 450-kV-Mikrofokus-Quelle im Open-Tube- Design

- Rotierendes Target optional verfligbar

- Verschiedene Bildgebungsoptionen
- Varex Flachbilddetektor (XT H 450 3D)
-, Curved Linear Array“-Detektor (XT 450 2D)
- Kombination aus Flachbild- und CLDA-Detektor

- Messvolumen bis zu 600 mm Durchmesser und 600 mm Hohe

- Vollstandig programmierbarer 5-Achsen-Manipulator mit Drehteller,
prazisen Kugelgewindetrieben und Linearfiihrungen

- Speziell fur die automatisierte Priifung von Turbinenschaufeln nach
Pass-/Fail-Kriterien konzipiert

SCHNELLERER DURCHSATZ ODER HOHERE DATENQUALITAT
DANK ROTATIONSTARGET

Mit dem rotierenden 450-kV-Target schépfen Bediener die
Moglichkeiten des XT H 450 Prifsystems voll aus. Fur einen
schnelleren Durchsatz kénnen Daten bei einer bestimmten
BrennfleckgréBe und Energie in der Regel 3- bis 5-mal schneller erfasst
werden. Alternativ ist fir eine bestimmte Energie und Messzeit eine
hohere Auflésung verflgbar, wodurch die Datenqualitat steigt. Das
rotierende Target liefert ebenfalls eine Dauerleistung von 450 W ohne
Beschrankung der Messzeit.

ANWENDUNGEN

- Detaillierte Analyse der Wanddicke und innenliegenden Struktur von
Turbinenschaufeln

- Automatische Priifung von Turbinenschaufeln nach Pass-/Fail-
Kriterien

- Prafung von hochdichten Objekten (z. B. Metallteilen, Gussformen)
mit Genauigkeitsanforderung im Mikrometerbereich



Rontgen- und CT-Prifsysteme
Konfigurierbare CT-Systeme

Grenzenlose Konfigurations-
moglichkeiten flr prazise CT-Scans

Die anpassbaren Rontgen-CT-Systeme von Nikon Metrology kénnen fur zahlreiche
Anwendungen konfiguriert werden. Sie sind mit einer gro3en Prifkabine ausgestattet
und unterstttzen eine Vielzahl von Réntgenrdhren und Detektoren. Die modularen
Mikrofokus-CT-Systeme von Nikon Metrology kénnen in vorhandenen Kabinen oder

Messraumen integriert werden, um altere folienbasierte Anlagen oder Minifokus-Systeme

ZU modernisieren.

Das Herzstlick dieser konfigurierbaren Systeme sind die intern von Nikon entwickelten und hergestellten Mikrofokus-
Réntgenréhren mit einer Spannung von bis zu 450 kV. Die BrennfleckgréBe dieser Mikrofokus-Réhren ist im Vergleich zu
Minifokus-Quellen um ein Vielfaches kleiner, was eine hohere Auflésung und Genauigkeit mit sich bringt.

KOMPAKTE PRAZISIONS-
COMPUTERTOMOGRAPHIE

Das M2 setzt vollkommen neue MafBstabe in der
industriellen Computertomographie.

In der Konfiguration mit zwei Réntgenquellen und
zwei Detektoren mit mehrfachen Verstellmoglichkeiten
kann dieses System Prufobjekte in beliebiger Form und
GroBe prazise scannen. Das M2 ist mit einem vertikalen
Manipulator sowie einem schwenkbaren Drehtisch

mit beidseitiger Probenhalterung fur eine optimale
Positionierung und Genauigkeit ausgestattet.

H_(_)CHPRAZISES CT-SCANSYSTEM
FUR GROSSE MESSVOLUMINA

Dichte und unhandliche Priifobjekte stellen

fir das C2 Scan-System von Nikon Metrology
kein Problem dar. In der Konfiguration mit

zwei Rontgenquellen und zwei Detektoren

mit mehrfachen Verstellmaoglichkeiten kann
dieses System Prufobjekte mit einem Gewicht
von bis zu 150 kg prézise scannen. Mittels

einer synchronisierten vertikalen Rontgenquelle
und Detektorpositionierung bietet das C2 ein
unvergleichlich groBes Messvolumen.

Das Fundament des Systems, eine 4,3 Meter
lange Granitplatte, sorgt fur absolute Prazision in
Kombination mit einem Flachbilddetektor und der
., Curved Linear Diode Array”-(CLDA)-Technologie
von Nikon Metrology, die Streustrahlung reduziert
und die Bildwiedergabe deutlich verbessert.

Rontgen- und CT-Prufsysteme
Nikon CT Automation

Nikon-CT-Automation bereit
fUr den Produktionseinsatz

Die Steigerung der Produktqualitat ist eine wichtige Herausforderung fr Hersteller

und kann durch eine 100-prozentige Teileprtfung erreicht werden. Dank der jingsten
Weiterentwicklung hochauflésender, rotierender Highflux-Targets in Kombination mit einfach
automatisierbaren CT-Scanparametern und Analysemethoden kénnen Prifobjekte in nicht
einmal zwei Minuten aufgenommen, rekonstruiert und ausgewertet werden. Dadurch
er6ffnen sich zahlreiche Anwendungsmaoglichkeiten in der Automatisierungstechnik — von
der einfachen Qualitdtsprifung bis hin zur automatisierten CT-Priifung mit vollstandiger
Integration in die FertigungsstraBBe und Rickmeldungen zum Fertigungsprozess.

CT-Prifung von Losen

Mit der Inspect-X Software kénnen standardmaBig Profile mit festen Scan- und
Rekonstruktionsparametern gespeichert werden, um die Wiederholbarkeit des
gesamten CT-Prozesses sicherzustellen.

VORTEILE

- Keine Programmierkenntnisse erforderlich

- Inspect-X ladt die passenden Analyse- und Berichtsanwendungen

- Der Bediener hat Zeit fiir andere Aufgaben, z. B. die Vorbereitung von
Priifobjekten

Halbautomatische CT-Prifung

Bei halbautomatischen CT-Prifsystemen sind das Laden des Bauteils oder die
Bestiickung eines Probenhalters mit mehreren Prufobjekten die einzigen Vorgénge,
die manuell durchgefiihrt werden. Alle Gbrigen Arbeitsablaufe wie das Scannen
oder die Auswertung von Gut-/Schlechtteilen erfolgen vollautomatisch.

VORTEILE

- Programmierbare, intuitive Benutzerschnittstelle fihrt den Bediener
durch den kompletten Prozess

- Teileerkennung per Strich- oder QR-Code-Lesegerat

- Integration in die Produktionsdatenbank

- Prazise wiederholbarer Prozess

Inline-CT-Prifung

Das Inline-CT-System ist eine Losung fur die Vollprtfung kritischer

Teile mit komplexen innenliegenden Geometrien in automatisierten
Produktionsumgebungen. Roboter laden bzw. entladen Proben von Forderanlagen
und bestiicken das CT-System Uber eine automatisch gesteuerte TUr.

VORTEILE

- Integration in Roboter- und Fordersysteme
- Verbesserte Qualitatskontrolle

- Hohere Effizienz

- Vollstandige Ruckftihrbarkeit

ENE

Die Serienprtifung ermoglicht die
Automatisierung mehrerer Scans mit
manueller Teilehandhabung.

Die halbautomatische Prifung ermoglicht
die Automatisierung aller Aufgaben bei
Mehrfachbesttickung.

Die Inline-Automatisierung erméglicht die vollstandige
Integration der CT-Prifung in Ihre FertigungsstraBe.
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Rontgen- und CT-Prufsysteme
XT H 160

Rontgen- und CT-Prufsysteme
XTV 130C

Erstklassiges
Rontgenprifsystem

Bei modernen kompakten und dicht bestiickten Leiterplatten sind die
Anschlisse von anderen Bauteilen verdeckt, sodass fur eine Prifung

nur die Rontgentechnologie infrage kommt. Mit Merkmalserkennung
im Submikrometerbereich eignet sich das XT V 160 Prufsystem fir

eine Vielzahl von Anwendungen und Industriezweigen — z. B. die
Leiterplattenmontage, BGA-Prifung, Chipentwicklung, Herstellung von
Medizingeraten und Fahrzeugteilen, Luft- und Raumfahrt, Konsumguter
und vieles mehr.

Vielsertiges und benutzer-
freundliches System zur
Qualitats-prifung von
Elektronikbauteilen

Das XT V 130C ist ein auBerst flexibles und kostengtinstiges
Rontgensystem fir die Prifung von elektronischen Bauteilen
und Halbleitern. Das System verflgt tber eine 130 kV/10
Watt Rontgenquelle (Eigenentwicklung aus dem Hause
Nikon Metrology), eine offene Réntgenréhre mit integriertem
Generator und eine hochauflésende Bildgebungskette.

Im automatisierten Priifmodus kénnen die Objekte mit dem hochsten Durchsatz inspiziert werden.
Im manuellen Modus kénnen Bediener dank der benutzerfreundlichen Software und der prazisen
Ausrichtung der Prifobjekte selbst kleinste innen liegende Defekte und Méngel erkennen und
auswerten.

Uber eine Reihe von optionalen Upgrades, die werkseitig oder vor Ort vorgenommen
werden kénnen, kann der Endbenutzer dieses System nach seinen eigenen
Anforderungen konfigurieren, ob mit einer leistungsstarkeren Réntgenquelle,

einem drehbaren Objekttrager, einem digitalen Flachbilddetektor, Software fur die
automatisierte Inspektion oder durch Integration der zukunftssicheren CT-Technologie.

MERKMALE

- Von Nikon Metrology entwickelte 160-kV-Rontgenrdhre mit Merkmalserkennung im
Submikrometerbereich

- Schragansicht von BGAs im Winkel von tber 90°

- Schnelle Datenerfassung, hohe Bildqualitat

- GroBer Objekttrager zur Bestlickung mit mehreren Objekten

- Benutzerdefinierte Makros zur Automatisierung der Messabldufe

MERKMALE - Validierungsstation auf separatem Rechner optional verfligbar

- Von Nikon Metrology entwickelte 20-130-kV-Mikrofokus-Rontgenrdhre mit
Merkmalserkennung von 2 pm

- Messvolumen von 406 x 406 mm

- Manipulator mit echtem Neigungswinkel von 72° erlaubt Schragansicht zur
einfachen Priifung innen liegender Merkmale wie bei geschlossenen Systemen entfallt

- Einfacher Zugang zum Pruifbereich Uber eine Tur - Erstklassige Bildqualitat dank echtem 16-Bit-Flachbilddetektor mit Halbleiter aus amorphem
- Einfache Zuganglichkeit der zu wartenden Systemkomponenten Silliziuim

VORTEILE

- Die offene Bauweise der patentierten Nikon Xi Mikrofokus-Réntgenréhre mit
Open-Tube-Design ermaglicht eine unbegrenzte Betriebszeit; der Austausch der Rohre

- Nahtloser Wechsel zwischen Réntgenbildwiedergabe, 3D-Tomographie und
3D-Schichtbildverfahren in einem System
- Echte konzentrische Bildgebung - das Priifobjekt bleibt bei jeder Kombination von

VORTEILE
- Echtzeit-Rontgenbilderstellung durch intuitive Joystick-Steuerung

Leistungsstarke BildvergroBerung
ermdglicht Bedienern das Heranzoomen
beliebiger Messbereiche

Geringe Wartungskosten durch Open-Tube-Technologie

Vollschutzsystem ertibrigt das Tragen von Schutzkleidung oder
Strahlenschutzplaketten

Einfache Installation dank kleiner Stellflache und geringem Systemgewicht
Optionale Integration der CT-Technik

ANWENDUNGEN

Elektrische und elektronische Bauteile

- Prufung/Auffinden von gebrochenen Verbindungen, erhohten
Lotverbindungen, Wire Sweep, Die Attach, kalten Lotverbindungen,
Bruickenbildung/Kurzschltssen, Lunkern, BGA usw.

Bestiickte und unbestiickte Leiterplatten

- Anzeige von Oberflachendefekten, d. h. falsch ausgerichteten Bauteilen,

Drehung, Schwenkwinkel und VergréBerungsstufe im Sichtfeld

- 160 kV Maximalenergie, 20 W tatsachliche Anschlussleistung des Targets, mehr als
2.000-fache geometrische VergréBerung, bis zu 36.000-fache SystemvergréBerung und
Defekterkennung bis 500 nm. XT V Rontgenpriifsysteme kénnen Priifobjekte bis zu
711 mm x 762 mm und bis zu 5 kg Gewicht aufnehmen und bieten eine Bildfrequenz von
bis zu 56 fps.

- C.Clear Bildgebungs-Engine — Die C.Clear Bildgebungs-Engine regelt automatisch die
Bild-, Kontrast- und Helligkeitseinstellungen; so erzielen alle Bediener eine Uiberragende
Bildqualitat

- Dank Steuerung per IPC (Interprozesskommunikation) erftllen die XT V Systeme die
Anforderungen der Industrie 4.0 und kénnen nahtlos in die FertigungsstraB3e integriert
werden

porosen Durchgangslochverbindungen und Briicken ANWENDUNGEN
.o.n'.éi‘o‘ - Detailprtifung von Durchgangsleitungen, Durchkontaktierung und - Analyse von Reflow-Létverbindungen - Micro-BGA-/Chip-on-Chip-Analyse
.6.9 {__‘.c! Mehrlagenausrichtung - BGA-Analyse - Pad-Array-Analyse
(XXX X3 - Wafer Level Chip Scale Packages (WLCSP) Der relevante - Lunkerberechnung - Erkennung und Auswertung kalter
f.%% ' ' - - BGA- und CSP-Priifung Messbereich bleibt bei - Durchsteckmessung und -priifung Lotstellen
.‘;‘;‘.ﬂ.&' ® e Priifung von bleifreien Lotverbindungen jeder Kombination von - Lunkermessung im Mikromontagebereich - Prifung von Laminaten, Sensoren,

Ein Neigungswinkel von bis zu 72°
bietet hinreichende Flexibilitat, um
Verbindungsfehler schnell aufzuspuren

Mikrosysteme (MEMS, MOEMS)
Kabel, Leitungssatze, Kunststoffe und vieles mehr

Drehung, Schwenkwinkel
und VergroBerungsstufe
durchgehend im Mittelpunkt
des Sichtfeldes

- Ball-Bond-Analyse Schaltern und kleinen Elektronikbauteilen

- Stitch-Bond-Analyse



GroBvolumige Messtechnik
APDIS MV430/450

GROSSVOLUMIGE
MESSTECHNIK

APDIS LASER RADAR

Automatisierte, bertihrungslose
Inspektion groBer Volumen

Die Messsysteme APDIS MV430 und MV450 werden fur die schnelle, automatisierte und
berthrungslose Inspektion von Objekten eingesetzt, die von kleineren Komponenten wie
einer Autotdr bis hin zu kompletten GroBbaugruppen wie Verkehrsflugzeugen reichen.
Dies wird durch die einzigartige Anwendung einer berihrungslosen, prazisen laserbasierten
Messtechnik erreicht, die die Grenzen herkémmlicher stationdrer oder mobiler Messsysteme
Uberwindet. Dank der Méglichkeit, Details aus der Ferne messen zu kénnen, ohne dass
handgefuhrte Messtaster, Targets oder eine Oberflachenvorbereitung erforderlich sind,
eignet sich APDIS besonders fur wiederholte, komplexe, und arbeitsintensive Prifaufgaben
auch an schwer zuganglichen oder empfindlichen Objekten. Damit deckt es eine Vielzahl
von Fertigungs-, Industrie- und Forschungsanwendungen ab.

KMG FUR DIE PRODUKTION

VORTEILE

Nikon Metrology steht seinen Kunden bei der Umsetzung

Wiederholgenauigkeit, keine Messtaster oder Adapter

Bauteile an Ort und Stelle messen, mit hoher Genauigkeit
- Mobil und Industrieanlagentauglich (IP54) mit absoluten,
genauen und rickftihrbaren Ergebnissen
H 4 ® & ! Sicheres Messen, ohne Teilevorbereitung
- P e - Berlihrungslose Lasertechnologie mit bis zu 50 m
o g = Reichweite auf nahezu jeder Oberflache
— 4 . i L Konsistente Messergebnisse, nahezu muhelos
: n | Ehe - Automatisierte Messungen sorgen fir hohe
— ﬁi
-

APDIS

o \ MV430E

von Quiality 4.0 mit produktionsnaher- und inlinefahiger
Technologie zur Seite. APDIS-Laser-Radar-Systeme ermdglichen
schnelle und genaue Messungen groBerer Teile auBerhalb vom
Messraum oder in der Produktionslinie, wodurch die Qualitat
erhoht, der Ausschuss reduziert und der Fertigungsprozess
verbessert wird.

Das APDIS Laser Radar wird fur
die Inspektion groBer Objekte
eingesetzt, die von einer
Autotlr bis zu einem ganzen
Flugzeug reichen, um Kosten zu
senken und die Produkt- und
Prozessqualitat zu verbessern.

erforderlich, komplexe Messvorgange werden per
Tastendruck erledigt

Messdurchsatz erhdhen und Produktivitat steigern

- Praziser Laserstrahl und schnelle Merkmalsmessung, die
durch die Enhanced High Speed-Option noch optimiert
werden kann, kénnen die Produktivitatsleistung
gegeniber herkémmlichen Messmitteln um ein
Vielfaches steigern

Direkte Schwingungsmessung ohne Sensoren

- Bertihrungslose laserbasierte Oberflachenschwingungs-
messung bis 2.000 Hz mit der Enhanced Version

ANWENDUNGEN

Automobilindustrie

Einsatz im Messraum oder in der Prozesssteuerung fiir
Bauteile oder Karosserien (BiVW)

Luft- und Raumfahrt

Pradiktive Prifung von Rumpf/Fligel-Verbindung;
Inspektion von Turbinengondeln; Inspektion von
Verbundwerkstoffen und Formen

Raumfahrt

Prifung empfindlicher Oberflachen, die bei der
Satellitenfertigung verwendet werden; Dimensionspriifung
von hochreflektierendem/empfindlichem Material.
Energie

Inspektion von Windturbinenblattern; Ausrichtung und
Positionierung von Sonnenkollektoren

Fertigung

In-line Prozesskontrolle; Prifung von Blechen; Priifung von
Schmiedeteilen



GroBvolumige Messtechnik
KMG fur die Produktion

APDIS KMG fir
Produktionsumgebungen

Anhand der berthrungslosen, laserbasierten Technologie kann das APDIS Laser Radar
Merkmale im Automobilbau direkt messen, ohne Oberflachenvorbereitung oder Adapter.
Damit eignet es sich auf ideale Weise fur vollautomatische Messungen direkt in der
Produktionslinie.

Die groBe Reichweite und der groBe Abstand von APDIS ermdglichen Messungen in allen Bereichen der Karosserie in

absoluten Koordinaten mit HA KMG-Genauigkeit. Die prazise Steuerung des Strahls erzeugt optimierte Scanpfade fir Merkmale,
wodurch die Datenmengen klein und die Messgeschwindigkeiten hoch bleiben.

Das neue APDIS MV430E ,Enhanced’-Modell ist das schnellste Laser-Radar aller Zeiten und steigert damit den Messdurchsatz
und die Produktivitat fir Anwendungen in der Automobilindustrie weiter.

r—': L v — —

—

Merkmale wie Bohrungen, Langlécher, Rechteckldcher, Bolzen usw. werden mit prazisen
Scanpfaden und optimierten Datensatzen automatisch gepruft.

VORTEILE

- Absolute, genaue und ruckfuhrbare Ergebnisse in der Fertigung

- Keine Off-Line-Korrelation

- Unabhangig von Robotergenauigkeit

- Vollstandig automatisierte Messungen

- Hohe Messproduktivitat

- Schnelle Merkmalsmessungen

- Keine Teilevorbereitung oder Adapter

- Qualitat in Echtzeit verfolgen

- Flexibilitat bei der Installation

- Messraum- oder Industrieanlagentauglichkeit (IP54)

- Bertihrungslos, groBer Abstand fur Sicherheit

- Messen in beliebiger Ausrichtung fur optimalen
Merkmalszugang

APDIS Laser Radar, auf einem Roboter montiert: Eine innovative
Alternative fur ein traditionelles Horizontalarm-KMG

Inline-Karosserieprifung: An jeder Karosserie werden in der
Taktzeit der Linie mehrere Merkmale geprift, entweder im
Rahmen eines kompletten Priifsatzverfahrens oder nach einem
Stichprobenverfahren, um sicherzustellen, dass alle kritischen
Merkmale gemessen werden.




GroBvolumige Messtechnik
Qualitat 4.0 vorantreiben

Qualitat 4.0
vorantreiben

Die Rohbauinspektion baut immer mehr

auf Quality 4.0 auf und muss somit zu

einem vollautomatischen, absoluten, in die
Produktionslinie integrierten Messprozess werden.

Traditionelle Inspektionsansatze, wie z. B. Koordinatenmessgerate

. . . ‘ (KMG), werden durch neuere, bertihrungslose und flexiblere Ansétze

Inline-Inspektion: APDIS MVA3OE bietet die schnellsten L wie Laser-Radar-Systeme ersetzt, die in die Fertigungslinie integriert

Merkmalsmessungen unter den Laser-Radargeraten und ermoglicht werden kénnen. Je regelmaBiger zuverlassige Messdaten zur Verfligun

die Inspektion kritischer Merkmale direkt in der Fertigungslinie. ’ 9 g o 9 . . g 9
stehen, desto genauer kann die Qualitat entlang der Produktionslinie

kontrolliert werden. Dies gilt insbesondere fur Automobilwerke, wo die

Steigerung der Teile- und Prozessqualitat in der Vorserien-, Anlauf- und
Produktionsbauphase zum Tragen kommt und letztendlich zu einem
deutlich kurzeren Time-to-Market fir neue Fahrzeugmodelle fuhrt.

Was Kunden gewinnen

Kurzere und flexiblere Produktentwicklungszyklen
bedeuten fur die Automobilhersteller standige Zeit- und
: Kosteneinsparungen bei gleichbleibender Qualitat. Fur
Bypass-Inspektion: Durch die automatische Entnahme einer die Automobilinspektion ist das APDIS Laser Radar das
Karosserie aus der Linie ist eine detaillierte Inspektion von ideale Gerat, um flexible und absolute Messungen direkt

wesentlich mehr Komponenten maglich als bisher. Nach der 7 . " .
Inspektion wird die Karosserie automatisch wieder in die in der Werkstatt anforderungsgemal3 durchzufiihren. Fr

Produktionslinie zurtickgefiihrt, um eine nahtlose Integration zu Automobilhersteller bedeutet das:

gewahrleisten. SCHNELLERE EINRICHTUNG VON NEUEN
PRODUKTIONSLINIEN ODER BEI FAHRZEUG-
MODELLUMSTELLUNGEN: APDIS bietet KMG-
Qualitat, absolute Daten in der Produktion schon

vom ersten Tag an. Dadurch kann die Produktion viel
schneller hochgefahren werden, da absolute, genaue
und rickftihrbare Messdaten fiir jede Karosserie, die
wahrend der Vorserienfertigung tber die Fertigungslinie
lauft, zur Verfugung stehen.

E VERBESSERTE PROZESSKONTROLLE:

. . ) Echte dimensionale Qualitatskontrolle an der
Messraum: Durch den Einsatz von APDIS im Messraum als Ersatz fur L
herkdmmliche KMGs stellt die Offline-Anlage keinen Engpass mehr Rohbaumgptégellnlg, dle. vom APDI,S LB
dar, da schnellere Messungen eine schnellere Untersuchung der Radar ermdglicht wird. Sie erkennt im Laufe des
Probleme ermaglichen. Produktionsprozesses auftretende Produkt- und

Prozessanomalien. Der Montageprozess kann dann

so gesteuert werden, dass die MaBtoleranzvorgaben
konsequent eingehalten werden. Das Ergebnis ist nicht
nur die prazisere Passgenauigkeit von Verschlissen,
Verkleidungen, Sitzen und anderen Komponenten in der
nachgelagerten Montage, was zu weniger Nacharbeit

fuihrt, sondern auch ein sich kontinuierlich verbessernder
Produktionsprozess. Prazisionsmessgerdte stehen flr hochste Qualitatssicherung im gesamten

Produktionsverlauf. Basierend auf der herausragenden optischen Qualitat
der Nikon-Produkte setzen die Videomesssysteme neue MaBstabe fiir die
Messung selbst kleinster Werkstlcke.

E ZUKUNFTSSICHERE DATEN: Messungen in absoluten
Koordinaten dienen im digitalen Fertigungsprozess,

Komponenteninspektion: Die Eingangsprifung von Teilen ist in dem Big Data als Referenz verwendet wird, um

entscheidend, um Montageprobleme im weiteren Verlauf der Daten im Zeitverlauf zu vergleichen und einen besseren

Produktionslinie zu vermeiden. Das APDIS Laser Radar ermdglicht inblick hal ine b heid find
eine schnelle, bertihrungslose Merkmals- und Oberflacheninspektion Einblick zu erhalten, eine bessere Entscheidungsfindung,

an Bauteilen, von Tiren bis hin zu Karosserieteilen, um einen Prozessautomatisierung und eine schnellere
sofortigen Qualitatsbericht Gber Komponenten von externen Produktentwicklung zu ermaoglichen.
Zulieferern zu erhalten.



Videomesssysteme
INEXIV VMA-2520 / VMA-4540 / VMA-6555

hy

INEXIV VMA-4540

FEATURES

- Platzsparendes Gehause mit einem
Gewicht von nur 72 kg (VMA-2520)
- Komfortable Messvolumen:
- 250 x 200 mm XY-Verfahrweg und 200
mm Z-Verfahrweg (VMA-2520)
- 450 x 400 mm XY-Verfahrweg und 200
mm Z-Verfahrweg (VMA-4540)
- 650 x 550 mm XY-Verfahrweg und 200
mm Z-Verfahrweg (VMA-6555)
- Hochentwickelte VMA-AutoMeasure-
Software
- Hochpraziser Hochgeschwindigkeits-
Laserautofokus (Option)
- Multi-Sensor-fahig: Optische Messung
(standardmaBig), Lasermessung und
Messtaster

VORTEILE

- Hohe Genauigkeit durch drei spezielle
weiBe LED-Beleuchtungssysteme und die
Verwendung von Aluminiumlegierungen
bei der Konstruktion des Systems.

- Schnelle Steuerung des Messtisches fur
bessere Inspektionsergebnisse

- Neue Zoom-Optiken machen die
Vermessung dreidimensionaler Objekte
praziser, genauer und einfacher ftr den
Benutzer

- Fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorith-
men und intelligente Suchfunktion

ANWENDUNGEN

- Mechanische Teile (z. B. Metall- und
Spritzgussteile)

- Elektronische Bauteile

- Stempel

- Formen

- Medizintechnische Bauteile

20
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Multi-Sensor-CNC-
Video-Messsysteme

NEXIV-CNC-Videomesssysteme priifen automatisch
die Abmessungen einer Vielzahl von Komponenten
von feinwerktechnischen und elektronischen
Bauteilen mit Hilfe optischer Messtechnik und von
Bildverarbeitungstechnologien. Durch die prazise
Kantendetektion an der Probe mittels CCD-Kamera
und entsprechender Datenverarbeitung ist die
Messung komplexer Proben maglich.

Das Einstiegsmodell INEXIV VMA-2520 ist ein leichtes und kompaktes
Multisensor-Messsystem fur die schnelle, vollautomatische und hochst
genaue Messung von Komponenten. Es eignet sich ideal fr eine Vielzahl
von industriellen Messaufgaben, Inspektionsanwendungen und zur

Qualitatskontrolle. Die VMA-2520 wurde fiir die Messung dreidimensionaler

Werkstlcke entwickelt, bietet die Moglichkeit, einen Messtaster zu
verwenden, beinhaltet die neueste Bildverarbeitungssoftware und verfigt
Uber ein hervorragendes optisches 10fach-Zoom-System von Nikon sowie
optional Uber einen Triangulationslaser-Autofokus.

Das kostenguinstige VMA-4540-System bietet einen gréBeren Messweg,
der die Inspektion sowohl gréBerer als auch hoherer, mechanischer und
elektronischer Bauteile ermdglicht. Das VMA-4540-System bietet zudem
ebenfalls optional die Moglichkeit der Messung mit einem Messtaster.

Als groBtes Modell der Serie eignet sich die VMA-6555 fir die groBten
Proben (bis zu 650 x 550 x 200 mm) und kann fr die serielle Messung
mehrerer Teile programmiert werden, wenn diese gemeinsam angeordnet
werden. Die VMA-6555 zeichnet sich durch ein optimales Preis-Leistungs-
Verhaltnis aus, wobei sie mit den gleichen QualitatsmaBstaben (stabile
Gusseisenkonstruktion und direkte Lagertechnik) wie die High-End-Modelle
aufwartet.

=y
m —

. L]
iINEXIV VMA-6555 Modell mit groBem =N
Verfahrweg

iINEXIV VMA-2520

Aluminium-Druckgussteil

Videomesssysteme
NEXIV VMZ-S3020 / VMZ-R4540 / VMZ-R6555

VMZ-53020

VMZ-54540

VMZ-S6555

FEATURES

- Hohe Genauigkeit innerhalb des Sichtfelds
(FOV). Die Genauigkeit innerhalb des Sichtfelds
(PF2D,PFV2D) wird angegeben (VMZ-S)

- Der Durchsatz wurde durch die Realisierung
schnellerer Tischbewegungen bei kurzen
Distanzen verbessert, was zur Verklirzung der
Messzeit beitragt (VMZ-S)

- Der Laser-Autofokus (on-axis) ist so konzipiert,
dass er selbst die Oberflache dunner,
transparenter Materialien muhelos erkennt

- In der Serie sind 6 Typen mit unterschiedlichen
optischen Zoom-Systemen verfligbar,
um verschiedene Messanforderungen zu
bewaltigen

- 8-Segmente-LED-Ringlichtsystem mit
drei wiederholbaren Einfallswinkeln zur
Optimierung des Bildkontrasts

- Verbesserte Messgenauigkeit durch
hochauflésende Linear-Encoder-Technologie

- Verfugbar in verschiedenen TischgréBen
VMZ-S3020, VMZ-S4540, VMZ-S6555

- Die optimierte Software-Benutzeroberflache
ermoglicht es jedem Anwender, das System
unabhangig von seinem Erfahrungsstand zu
bedienen und automatisierte Messprogramme
zu erstellen

Der neue Laser-Autofokus
wurde entwickelt, um
Oberflachen aus diinnem,
transparenten Material zu
erkennen. Der neue Sensor
erkennt sowohl die Vorder-
als auch die Ruckflache.

Schutzglas

Substrat

Die nachste
Generation der
NEXIV-Technologie

Genaue Messungen an modernen Produkten (z. B.
Smartphones und Tablets) und Hochgeschwindig-
keits-Bildverarbeitungstechnologie fur die Massen-
produktion sind zu einer Standardanwendung im
Inspektionsprozess geworden. Diese NEXIV-Systeme
der nachsten Generation dienen der schnellsten
und hochgenauen Messung von Dimensionen und
Formen von komplexen Werkstlcken wie beispiels-
weise hochdichten, mehrschichtigen elektronischen
Komponenten und mechanischen Teilen.

HOCHGENAUE UND SCHNELLE MESSUNGEN

Ein hoheres MaB an Messgenauigkeit wird durch die von Nikon selbst
entwickelte, lineare Encodertechnologie erreicht. Verbesserungen der
Bildibertragungstechnik und Anderungen an den Beleuchtungssystemen
haben die Gesamtmesszeit deutlich verkirzt.

FLEXIBILITAT BEI DER MESSUNG

Die verbesserte Ringbeleuchtung erméglicht durch einen dritten
Beleuchtungswinkel eine verbesserte Kantenerkennung, wahrend der
verbesserte TTL-Laser-Autofokus (im Strahlengang) die Fahigkeit des
Systems, auch transparente Komponenten zu messen, erhéht hat.

VERBESSERTE BEDIENBARKEIT

Die Arbeitseffizienz wurde verbessert, indem die Anzahl der
Programmschritte, die zum Erstellen von Teach-Dateien erforderlich sind,
reduziert wurde. Fir ein besseres Verstandnis wurde die neu hinzugefugte
Funktion , Guide Panel” eigens entwickelt, die das Hauptprogramm fir
den Benutzer verbessert.

8-SEGMENTE-RINGLICHTSYSTEM MIT DREI
EINFALLSWINKELN

Die Auflicht-, Durchlicht- und die Ring-Beleuchtungen verwenden
weiBe Hochleistungs-LEDs bei ausgezeichneter Kontraststabilitat und
sehr langer Lebensdauer der Lichtquelle. Das Ringlichtsystem mit seinen
drei Einfallswinkeln ist fur eine korrekte Kantenerfassung und hohe
Zuverlassigkeit bei wiederholten Messzyklen ausgelegt.

Niedriger Einfallswinkel / Lange WD Hoher Einfallswinkel / kurze WD

Das neue 8-Segment-Ringlicht-System mit seinen drei Einfallswinkeln ist fur
eine noch bessere Kantenerfassung ausgelegt.
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Videomesssysteme
Konfokal NEXIV VMZ-K3040 / VMZ-K6555

3D-Messungen I\/l a ﬂ U e ‘ ‘ e

mit konfokalen

Bildern MeSSgera

Die konfokale NEXIV-Serie stellt ein
bahnbrechendes multifunktionales
Videomesssystem dar, das aus den Starken der
fUhrenden optomechatronischen Erfahrungen
und Technologien von Nikon hervorgegangen
ist.

HANDGEFUHRTE MESSMIKROSKOPE

Das Modell VMZ-K verfigt Gber eine fortschrittliche

konfokale Optik zur schnellen und genauen Auswertung

feiner dreidimensionaler Geometrien sowie Hellfeldoptiken

FEATURES mit einem Zoomverhéltnis von 15:1. Das konfokale Live-Bild PROFl LPROJ E KTOREN
bietet dem Benutzer und eine auBergewodhnliche Ansicht der

- Simultane, groBflachige Hohenmessungen mit

Nikerns prepriE e kentelkalan eaisdhien Destm Probenoberflache mit erweiterter Tiefenscharfe. Méglich sind
_ 2D-Mesrs)un2 mit der Optik mit ein:m Hellfeld- J sowohl 2D- als auch Hohenmessungen im gleichen Sichtfeld. Die DIG |TAI—'M | KROM ETER

TesmErheEkms 1507 konfokale NEXIV kann optimal fur die Inspektion hochkomplexer

N 0olcA kempatibalmitE 00 mmEvarer Strukturen eingesetzt werden, wie z. B. Létbuckelhéhen an
Messaoufgabzn modernen Halbleitergehdusen, Wafer-Probe-Cards und auf AUTO KO I_I_l MATO REN

- Erhaltlich in verschiedenen TischgréBen: Wafern ausgefiihrte Lasermarkierungen usw.
VMZ-K3040 und VMZ-K6555

ANWENDUNGEN

- Solder Bumps auf fortschrittlichen IC-Gehausen
und neuen Layout-Designs

- Wafer-Probe-Cards

- Prazise optische Komponenten (Mikrolinse,
Kontaktlinse)

- Lasermarkierung auf Halbleiterwafern

- Mikro-elektromechanische Systeme (MEMS)

- Uberprifung der Unversehrtheit und Position der
Wire-Bonden

Hellfeldbild (Bump) Konfokales Bild Die mit dem Z-Scan erstellten ~ 3D-Konturbild
konfokalen Bilder werden in Echtzeit
zu dreidimensionalen Konturkarten
und EDF-Bilder (Extended Depth of
Focus) rekonstruiert.

Reknstrierte Prazisionsmessgerate sorgen fur hochste Qualitatssicherung im
Bilder P tor-Bild gesamten Produktionsverlauf. Basierend auf der optischen Exzellenz
P von Nikon setzen Messmikroskope, Profilprojektoren und optische

Komparatoren neue MaBstabe fir die Messung selbst kleinster
Werkstlcke.
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Manuelle Messgerate
Messmikroskope der Serie MM-800/400/200

—Lﬂ

. BLa

MMB800LMU + LED EPI-Lampenhaus

PGA - Einsteckstift ~ CCD

k

Hellfeld-Bild Verzahnung aus
Kunststoff
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Integration der digitalen
Bildgebung in die
industrielle Messtechnik

Die Messmikroskope von Nikon bieten Leistung, Komfort und
ein noch nie dagewesenes Mal3 an Flexibilitat far kinftige
Aufristungen und Erweiterungen.

Die Serie MM400/800 bietet eine vollstandig digitale Systemsteuerung fir hochste
Messgenauigkeit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Messmikroskope eignen
sich hervorragend zum Prifen, Messen und Verifizieren von 2D- und 3D-Merkmalen an
kleinen oder mittelgroBen Teilen.

Das MM-200 ist ein kompaktes und leichtes Messmikroskopsystem zu einem
erschwinglichen Preis fir Anwendungen, die hohe Prézision und Genauigkeit fur die
Messung einer Vielzahl von Metall-, Kunststoff- und Elektronikteilen in allen Branchen
erfordern; besonders geeignet fiir Automobil- und Elektronikkomponenten.

FEATURES

- Nahtlose Integration mit Nikon-Digitalkameras und E-Max-Messsoftware

- Hochintensive, weiBe LED-Beleuchtungen sind Standard fiir die Verwendung von
Hellfeldmerkmalen

- Die Steuerung der automatischen Beleuchtung, des XY-Tisches und der Z-Achse
erfolgt Uber einen externen Computer, auf dem die E-Max-Software von Nikon
installiert ist

- Fur die Messung groBerer Werkstlcke ist ein Tisch mit einem Verfahrweg von bis
zu 12x8 Zoll erhaltlich

VORTEILE

- Exzellente geometrische Datenerfassung, -verarbeitung und -speicherung

- Deutlich verbesserte Bedienerfreundlichkeit durch verschiedene automatisierte,
motorisierte Bedienelemente und ein ergonomisches Design

- Zusatzliche Stabilitat ermdaglicht die Verwendung groBerer Tische ohne
Systembeeintrachtigungen

- Erweiterte Observationsmaoglichkeiten durch viele Optionen bei den optischen
Konfigurationen der Kontrastverfahren und den Lichtquellen

- Ein vollmotorisiertes Modell mit stark vergroBernden Mikroskopoptiken ist auch
fur die extrem feine digitale Bildgebung erhaltlich

ANWENDUNGEN

- Lab-on-a-chip-Technologien fur medizinische Gerate

- Mikro-elektromechanische Systeme (MEMS)

- Herstellung von Kunststoffkomponenten (z. B. Spritzgussteile)

- Medizinische Geréte fir intravaskulare und allgemeine Kérperfunktionen, z. B.
Huft- und Kniegelenkersatz

- Mikroelektronik und Optoelektronik

- Mikro-Werkzeugvorrichtungen

- Oberflachenanalyse auf Rauheit oder zur Untersuchung von Fehleranalysen

- Risse in Materialien und Studien zur groben Fehleranalyse

VERWANDTE LOSUNGEN

- NEXIV- und iNEXIV-Videomesssysteme
- Industrielle Mikroskope

Manuelle Messgerate
Profilprojektoren, Digital-Mikrometer, Autokollimatoren

Unerreichte Prazision, unUbertroffene
Lelstung

Profilprojektoren

Die Profilprojektoren von Nikon wenden die Prinzipien der Optik auf die Inspektion
von gefertigten Teilen an, indem sie die vergroBerte Silhouette eines Teils auf einen
Bildschirm projizieren. Um Ihren kundenspezifischen Anwendung gerecht zu werden,
wird jeder Profilprojektor mit mehreren Projektionslinsen geliefert, die jeweils eine
andere VergroBerung, einen anderen Arbeitsabstand und eine andere GroBe des
Sichtfelds aufweisen.

Der V-20B hat einen groBBen effektiven Bildschirmdurchmesser von 500 mm. Seine
Uberragende VergroBerungsgenauigkeit ist ideal fir das Messen und Priifen von
Profilen, der Oberfldchenbeschaffenheit und von anderen Aspekten groBer Werkstlcke.
Die horizontalen Tischkomparatoren der Horizon-Serie bieten eine leistungsstarke,
zuverldssige Beleuchtung fur die Prifung und Messung von Oberflachen und Profilen.

VERWANDTE LOSUNGEN

Es stehen verschiedene Profilprojektor-Typen
zur Verfigung:
- V-20B (Bildschirmdurchmesser 500 mm)
- V-12B (Bildschirmdurchmesser 300 mm)
- Horizon 16E (Bildschirmdurchmesser
400 mm, nur fir USA)

ANWENDUNGEN

- Profile (Metall- und
Kunststoffverarbeitung)
Oberflachenbedingungen
- Andere Teileaspekte

- Riss- und Fehleranalyse

MF-1001/MF-501 Digimicro

Die Digimicro-Serien MF-1001 und MF-501 bieten fehlerlose Kontaktmessungen von
Abmessungen, Dicke und Tiefe. Sie haben eine Messlange von 100 mm bzw. 50 mm
und eine Genauigkeit von 1 um bei 20 °C. Fur zusatzliche Stabilitat sind Stander aus
Keramik, Stahl oder Granit erhéltlich; groBe Auswahl an Tastspitzen fur die meisten
Anwendungen

MF-1001 MF-501
Digital-Mikrometer Digital-Mikrometer

6B/6D-LED-Autokollimatoren

Autokollimator des Dunkelfeld-Modells ist perfekt fur die Messung kleiner, flacher
Spiegel. Das Hellfeld-Autokollimatormodell nutzt mit Gltezeichen gekennzeichnete
Nikon-Optiken zur Sichtbarmachung von Oberflachendetails.

Anwendungen sind die Ebenheitsprifung von Oberflachen, die Ausrichtung von
Komponenten mit reflektierenden Oberflachen (z. B. CD-Player-Leselinse) sowie
Messungen im Zusammenhang mit Werkzeugmaschinen (z. B. Geradheit bei
Tischbewegungen, Winkel von Indexern).
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LOSUNGEN
FUR MATERIAL-
UND INDUSTRIE-
MIKROSKOPIE

STEREOMIKROSKOPE

MIKROSKOPE FUR MATERIAL- UND INDUSTRIEANWENDUNGEN
RASTERELEKTRONENMIKROSKOPE

SOFTWARE-LOSUNGEN

Als weltweit fihrendes Unternehmen in der
Bildgebungstechnik stellt Nikon komplette
optische und digitale Mikroskopsysteme mit
Uberragender Vielseitigkeit, Leistung und
Produktivitat fur jede Anwendung her.

Industriemikroskope
Komplettes Angebot an Stereomikroskopen

SMZ18

Ein Riesenschritt
vorwarts flr die
Stereomikroskopie

Die Modelle SMZ25 und SMZ18 revolutionieren
die Stereomikroskopie mit ihrem weltweit
einmaligen Zoomverhaltnis von 25:1 und 18:1.
Ein Zoomverhaltnis von 25:1 bietet etwa 25 %
mehr Zoombereich als das nachstgelegene
alternative GroBBzoom-Stereomikroskop.

Eine hervorragende Vielfalt an Zubehér, ein
hoher Benutzerkomfort und eine Reihe von
Hochstleistungsoptiken sind die wesentlichen
Merkmale.

Diese neuen Spitzenmodelle der SMZ-Reihe decken ein breites
Spektrum an Funktionen ab, von anspruchsvollen stereoskopischen
Anwendungen bis hin zu Bildern von unvergleichlicher Qualitat und
feinstem auflésbaren Detail.

Injektionsnadel Gedruckte Leiterplatte
(Hellfeld)

Gedruckte Leiterplatte
(Fluoreszenz)

FEATURES

- Der groBte, weltweit bisher unerreichte Zoombereich von
25:1 fur die SMZ25 und die hochste Auflésung in der
gesamten Nikon SMZ-Serie

- Motorisierter Fokus- und Zoom-Betrieb (SMZ25)

- Kristallklare, stereoskopische und digital erfasste Bilder

- Einfach zu bedienende, schlanke LED-DIA-Stative mit
OCC-Beleuchtung (von Nikon entwickelte Schraglicht-
Beleuchtungsmethode) flr transparente Materialien
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Industriemikroskope
Komplettes Angebot an Stereomikroskopen

SMZ1270i

J

"

=

|

SMZ800N

SMZ745T

w,
. i3

SMz445
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Industriemikroskope

Industriemikroskope der Eclipse-Serie

Das SMZ1270/SMZ1270i ist eine Stereomikroskop-Serie
mit dem gréBten Zoomverhaltnis seiner Klasse. Das
SMZ800N zeichnet sich durch eine verbesserte Optik
und Bedienbarkeit fir Routineanwendungen aus, wobei
die hervorragenden Bildgebungseigenschaften erhalten
bleiben.

Mit diesen Stereomikroskopen kénnen Forscher anspruchsvolle stereoskopische
Studien mit hoher VergréBerung und groBem Zoomfaktor sowie hochauflésende
Bilderfassung und Quantifizierung problemlos durchftihren. Die Klarheit der
Bilder und ein verbessertes, benutzerfreundliches Design kommen Forschern in
einer Vielzahl von materialwissenschaftlichen und industriellen Bereichen zugute.

Die komplette Produktreihe der Nikon-Stereomikroskope deckt den gesamten
Funktionsumfang ab, den Anwender von Mikroskopen erwarten - von
anspruchsvollen Observationsgeraten bis hin zu preisgtinstigeren Modellen, die
alle Uber die heute am Arbeitsplatz erforderlichen ergonomischen Eigenschaften
verfligen.

BILDER IN HOHER QUALITAT

Apochromat-Optiken Konventionelles Modell

(erfasst mit SMZ1270+
Plan Apo 1x/WF)

SMZ800N Konventionelle Optiken

FOR WEITWINKELBEOBACHTUNG BEI GERINGER
VERGROSSERUNG OPTIMIERTE OBJEKTIVE

Die WF-Obijektivserie liefert einheitlich
klare Bilder, sogar bei Beobachtungen mit
niedrigen VergréBerungen und groBem
Sehfeld mit dem SMZ1270/1270i.

Zusatzlich ist ein 0,75x Objektiv erhaltlich,
das die Produktpalette der niedrig
vergroBernden Objektive erweitert.

Eclipse LV100OND

Eclipse LV150N

Eclipse L200N

Eclipse L300N

An der Spitze der
optischen Innovation

Nikon Metrology verfligt Uber ein komplettes Portfolio an
modularen Industriemikroskopen fir eine Vielzahl von
Anwendungen, von einfachen Modellen bis hin zu
anspruchsvollen Systemen fir die High-End-Proben- oder
Komponenteninspektion. Die Nikon-Eclipse-Serie mit
optischen und digitalen Mikroskopsystemen verfiigt Gber
die herausragende Vielseitigkeit, Leistung und Produktivitat,
die erforderlich sind, um praktisch jede Anwendung mit
Leichtigkeit zu bewaltigen.

DIE SERIE ECLIPSE LV100N MIT KLEINER STANDFLACHE
UBERZEUGT MIT HERVORRAGENDER OPTISCHER
BILDQUALITAT MIT ERGONOMISCHEN MERKMALEN

Die Eclipse-Mikroskope von Nikon sind bei den Anwendern fur ihre gestochen scharfen
Bilder mit hdherem Kontrast bekannt. Das LV100N liefert diese helleren Bilder bei
geringerem Stromverbrauch und geringerer Warmeentwicklung der Lichtquelle, wodurch
die Gefahr einer warmebedingten Fokusabweichung verringert wird.

LV150N FUR DIE INDUSTRIELLE INSPEKTION

Die Mikroskope der Eclipse-L\V150N-Modellreihe stehen fiir hervorragende

Leistungen bei der Inspektion von Halbleitern, Flachbildschirmen, Elektronikgehdusen,
Elektroniksubstraten, in Harz eingebetteten, im Querschnitt geschnittenen und polierten
Materialien, medizinischen Geraten und einer groBen Vielfalt anderer Proben.

L200N ZUR INSPEKTION VON 200 MM WAFERN UND
MASKEN

In Kombination mit dem Uberlegenen Designkonzept des optischen Systems CFI60-2
von Nikon und einem auBergewodhnlichen, neuen Beleuchtungssystem liefert dieses

Mikroskop hellere Bilder mit hoherem Kontrast bei Proben mit groBem Durchmesser.
Die L200N-Serie ist fur die optimale Prifung von Wafern, Fotomasken und anderen

Substraten geeignet.

L300N FUR DIE GROSSFORMATIGE, FEHLERFREIE PRUFUNG
VON LCDS UND WAFERN

Die Eclipse L300N-Serie ist fur die Inspektion von 300-mm-Wafern und -Masken
konfiguriert und erfillt auch die Anforderungen an die Backend-Materialinspektion
der Elektronik von Flachbildschirmen. Die L300N-Serie baut auf dem von Nikon
Entwickelten, optischen System CFI60-2 auf, das eine auBergewodhnlich hohe
Auflésung und einen hohen Kontrast bietet.
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Industriemikroskope
Industriemikroskope der Eclipse-Serie

Industriemikroskope
NeoScope-Benchtop-Rasterelektronenmikroskop (REM)

ECLIPSE MA200 / MA100N NWL200 WAFER-LOADER . bl '

INVERSES METALLURGISCHES  FUR NIKON ECLIPSE IC D 1@ NAaC h Ste G eneration d es

MIKROSKOP INSPEKTIONSMIKROSKOPE . .

MA200 ist ein inverses metallurgisches Der NWL200 ist in der Lage, bis zu 200 T h - R -t | kt |< |< p
Mikroskop, das fur digitale Bildgebung Mikrometer diinne Wafer aufzunehmen. I S C a S e re e rO n e n m | rOS O S
und ergonomische Effizienz optimiert Das neue Loading-System kann sehr

wurde. Seine einzigartige Kastenbauweise zuverlassige Ladevorgange ausfiihren

ermoglicht einen einfachen Zugang und und eignet sich fur die Inspektion von

eine gute Sichtlinie zur Probe auf dem Halbleitern der ndchsten Generation.

MATOON Tisch und zum Objektivrevolver, bei einer

Grundflache, die ein Drittel so gro

wie bei herkdmmlichen Modellen ist.
Das Eclipse MATOON ist ein kompaktes
inverses Mikroskop, das fur hochwertige
Hellfeldbeobachtung und einfachen
Polarisationskontrast entwickelt wurde.
Das MAT0ON verwendet die gleiche Auswahl an Zubehor (z. B.
Nikon-Optiken wie die groBeren Stative, Beleuchtungen, Objektive, Tische,

um eine hervorragende Bildqualitt zu Wafer—ltoader), um den heutigen
gewahrleisten. Inspektionsanforderungen gerecht

zu werden

- Verfugbarkeit von verschiedenen
Mikroskopvarianten in jeder Serie
fur spezifische Anforderungen (z.
B. Polarisationsfahigkeit, High-End-
Metallurgieanwendungen, u. v.
a.m.)

- Verflugbarkeit von motorisierten
Objektivrevolvern und anderen
motorisieren Komponenten sowie
verschiedenen Kameras fur die
digitale Bildgebung

ZUBEHOR-LOSUNGEN

- Das modulare Mikroskopie-
Konzept bietet eine grol3e

Wafer-Ladesystem
NWL Mikroskop-Kameras

Industriemikroskope
BW-S-Serie - Interferometrische WeiBlicht-Mikroskopsysteme

Ultrahohe vertikale
Aufldsung von
1 PicoMeter

Die Gerate der BW-S-Modellreihe messen
Oberflachenprofile von Sub-Nano- bis Millimeter-
Hohenbereichen schnell und genau.

- Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit - kalibriert durch ein 8 nm oder 8
pm VLSI Stufenhéhen-Standardmuster, NIST-zertifiziert

- Hochprazise/Hochgeschwindigkeits-Bilderfassung Uber ein Zweistrahl-
Interferenzobjektiv

- 1 pm Hoéhenauflosung bei VergréBerungen von 2,5x bis 100x erhalten

- Analyse groBer Bereiche mit Stitching

- Sechs Modelle je nach Anwendung und Budget verfugbar

VLSI-Stufenhéhenstandard:  Der planarisierte SiC-Wafer
8nm
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FEATURES

- Zeromag - Vereinfacht die Navigation und erhéht
den Durchsatz dank eines nahtlosen Ubergangs
von einem Farbkamerabild (Option) oder einer
Haltergrafik zum Live-REM-Bild.

- Montage - Die Moglichkeit, automatisches Bild-
Stitching und automatische Montage von EDS-
Aufnahmen einzurichten.

- Mehrere Live-Bildgebungsmodi - Gleichzeitige SE-
und BSE-Bildgebung und beinhaltet Signalmischung
mit Benutzersteuerung des Beitrags jeden Detektors.

- Einfache Installation - Dieses System kann an einer
Standard-Steckdose betrieben werden (kein spezieller
Stromkreis erforderlich).

- SmileView™ Lab - Zentrale
Datenverwaltungssoftware verkntipft das SNS-Bild
(optisch), REM-Bilder und EDS-Analyseergebnisse und
-orte. Intelligentes Berichtslayout.

VORTEILE

- Verbesserte Arbeitseffizienz

- Nahtloser Ubergang von der optischen zur REM-
Bildgebung

- Nahtloser Ubergang von der REM-Bildgebung zur
EDS-Analyse

- Einfache Berichterstellung und Datenverwaltung

Das JCM-7000 Neoscope verfligt
Uber hochmoderne, automatische
Bildoptimierungsfunktionen,
Probentisch-Automatisierung und
eine spezielle Softwareumgebung,
die eine einfache Probenbilderfassung
und eine optionale vollflachige
chemische Elementaranalyse in Echtzeit
far Benutzer aller Erfahrungsstufen
ermdglicht. Ausgestattet mit einer
groBen Probenvakuumkammer sind
die Betriebsarten Hoch-, Niedrig- und
ladungsfreies Vakuum standardmaBig
vorgesehen.

Sowohl der von Everhart Thornley konzipierte
Sekundarelektronendetektor (SED) als auch ein ST-
Ruckstreuelektronendetektor (BSED) gehoren zur
Standardausrtstung. Der BSED bietet zusatzlich eine
dreidimensionale Echtzeit-Profil-Bildgebungsfunktion.
Neben der Bildaufnahme werden standardmaBig eine
Reihe von einfach zu bedienenden Messwerkzeugen
mitgeliefert. Fir den optionalen EDS-Detektor fiir

die chemische Elementaranalyse, bietet ein duBerst
leistungsfahiges und voll integriertes Steuerungssystem
eine dem Stand der Technik entsprechende Lésung fur
das Tischgerat, vergleichbar mit Systemen mit groB3en
REM-Systemen.

Benchtop-REMs konnen in einer Vielzahl von Bereichen
eingesetzt werden, z. B.: Priifung elektrischer
Komponenten, Reinheit von Rohstoffen durch chemische
Untersuchungen in der Pharmaindustrie. Pflanzenmaterial
zusammen mit Textilien, Papier, Pigmentstudien,
forensischen und konservatorischen Studien. Dartber
hinaus erstrecken sich die REM-Anwendungen nicht

nur auf Forschung und Entwicklung, sondern auch

auf die Qualitatskontrolle und die produktionsnahe
Produktinspektion fur Untersuchungen zur Fehleranalyse.
Mit diesen Anwendungen nehmen die Anforderungen
an eine weiter verbesserte Arbeitseffizienz, einfachere
Bedienung und ein héheres Mal3 an analytischen und
messtechnischen Moglichkeiten zu und sie werden von
der JCM-7000-Einheit gut bedient.
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Industriemikroskope
Softwarelésung im Uberblick

Softwareldsungen im Uberblick
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Softwareldsung Nikon NIS Elements

UMFASSENDE GERATESTEUERUNG UND BILDANALYSE-, .
VISUALISIERUNGS- UND ARCHIVIERUNGSWERKZEUGE FUR DIE
MIKROSKOPIE

Die NIS-Elements-Software revolutioniert die Imaging-Software-Aktivitaten fir den
Mikroskopiemarkt, indem sie intelligente Automatisierungsfunktionen fur Mikroskope,
Kameras, Komponenten und Peripheriegerate mit leistungsstarken Analyse-,
Visualisierungs- und Archivierungswerkzeugen kombiniert. Die intuitive Benutzeroberflache
vereinfacht den Arbeitsablauf und verkrzt die Bildaufnahmezeiten, wahrend sie
gleichzeitig eine vollstandige und vielseitige Palette an Funktionen bietet, wie z. B. Bild-
Stitching, Objektzéhlung, Flachenanteil- und Volumenansichten sowie Quantifizierung.

Auto Measure flr NEXIV

BENUTZERFREUNDLICHE SOFTWARE VEREINFACHT DAS
MESSEN UND AUTOMATISIEREN IN DER VIDEOMESSTECHNIK

Auto Measure integriert ein intuitives Mend mit verschiedenen Assistenten, eine
benutzerdefinierte Oberflache und einen Operatormodus in einer mehrsprachigen
Umgebung, um eine voll funktionsfahige Losung fiir die heutigen industriellen
Anforderungen zu bieten. Die Software Auto Measure unterstiitzt sowohl die
Videomesssysteme iINEXIV VMA als auch NEXIV VMZ-S/VMZ-R.

AUTOMEASURE EYES (INEXIV)

Das Auto Measure Eyes-Paket zeichnet sich durch eine einfache Bedienung mit
Messprogrammen aus, die mit nur wenigen Mausklicks erstellt und gespeichert werden
kénnen. Darlber hinaus verfugt es Uber umfassende Berichtsfunktionen zur Gewinnung
und Aufzeichnung vollstandig erfasster Daten, um einen umfassenden Einblick in die
Produktqualitat zu erméglichen und zu prasentieren.

E-Max-Reihe der Datenverarbeitungs-
software (Messgerate)

FOV-MESSUNG MIT FORTSCHRITTLICHER DIGITALER
BILDVERARBEITUNGSTECHNOLOGIE

Die Software der E-MAX-Reihe bietet eine hoch entwickelte Bildverarbeitung, die
universelle Messungen fur eine Vielzahl von manuellen Messgeraten unterstiitzt,
einschlieBlich der Messmikroskope und Profilprojektoren von Nikon.

CMM-Manager fur NEXIV

ERWEITERN SIE DIE MOGLICHKEITEN DER
MULTISENSORMESSUNG

Erweitern Sie die 3D-Tast- und Videomessfunktionen Ihrer Nexivs mit dem CMM-Manager,
der jetzt fur die Messtaster der Nikon iNEXIV-Messgeréate verfligbar ist. Der CMM-Manager
ist aufgabenorientiert, hochst intuitiv, mit leistungsstarken Mess- und Berichtsfunktionen.
Zu den wichtigsten Produktmerkmalen gehoren die kollisionsfreie CAD-basierte
Pfaddefinition, die Simulation virtueller Pfade und die genaue Messung von Merkmalen
sowohl fur taktile als auch fur Sichtsondierungen.

Multi-Sensor
Metrolog

KMG-LASER-SCANNING
MANUELLES LASER SCANNING

MESS-SOFTWARE

L100 LC15Dx XC65Dx-LS ModelMaker H120 MCAXS
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Multisensor-Messtechnik
KMG-Laserscanner
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Laser-Scanning steigert
die Inspektionsleistung

L100 - Der ultimative
KMG-Laserscanner vereint
Produktivitat und Prazision

Der KMG-Laserscanner L100 bietet die optimale Kombination aus
Geschwindigkeit, Prazision und Benutzerfreundlichkeit. Der L100 eignet

sich sowohl fur die Messung von Oberflachen als auch von Merkmalen

und liefert schnell genaue Daten und aufschlussreiche Bauteil-gegen-CAD-
Vergleichsberichte, selbst auf spiegelnden oder aus verschiedenen Materialien
bestehenden Oberflachen.

Der L100 ist ideal fir die Inspektion gréBerer Bauteile, bei denen es auf
Produktivitat ankommt, ohne dabei Kompromisse bei der Prazision eingehen zu
mussen. Ausgestattet mit einem hochwertigen Nikon-Glas-Objektiv und einer
hochauflésenden Kamera, bietet der L100 eine hohe Auflésung, sowie eine
auBergewohnliche Datengenauigkeit fir die glatte Darstellung von Netzflachen
und extrem genaue Details.

Vorteile des KMG-basierten Laserscannings

BESSERE EINBLICKE IN ABWEICHUNGEN DIE INSPEKTIONSPRODUKTIVITAT STEIGERN
- Erméglicht schnellere Entscheidungen und - Laserscanner sammeln mehr Informationen in kdrzerer Zeit
KorrekturmaBnahmen - Schnellere Messung von Merkmalen durch weniger KMG-
- Weniger und kurzere Konstruktionswiederholungen und Bewegungen
schnelleres Time-to-Market - Einfache Offline-Programmierung auf CAD-Basis spart die
- Kurzere Produktionsausfallzeiten durch schnellere Vorbereitung und Anderung von Messprogrammen

Problemerkennung
MESSEN SIE JEDES MATERIAL

A SRt DSl 3 U S G - Messung weicher oder empfindlicher Materialien mit

- Upgrade auf ein vielseitiges Multisensor-KMG, das sowohl beriihrungsloser Technologie, um die Verformung
bertihrungslose als auch taktile Inspektion erméglicht empfindlicher Bauteile zu vermeiden

- Nachriistung bestehender KMG-Controller-Hardware und - Automatische Laserjustierung bedeutet, dass dunkle oder
Software. Nachrustsatze sind fiir die meisten fuhrenden glanzende Bauteile und Materialien ohne besondere
KMG-Controller-Marken erhaltlich Behandlung gemessen werden kénnen

Multisensor-Messtechnik
KMG-Laserscanner

Vollstandige 3D-Erfassung von
Merkmalen und komplexen Oberflachen

SPEZIFIKATIONEN

Sichtfeld
ISO-Antastformfehler

Datenerfassung
(ca. Pkt/s)

Auflésung

L100
110x60 mm
15 pm

200,000

42 pym

LC15Dx
18x15 mm

7 ym
70,000

22 ym

LC15Dx - Die Licke mit
taktiler Genauigkeit schlie3en

Der LC15Dx-Scanner bringt die dreidimensionale Digitalisierung

in den Genauigkeitsbereich der taktilen Messung mit dem Vorteil,

dass er Tausende von Punkten anstelle einiger weniger, diskreter,
bertihrungsertasteter Punkte erfasst. Bei Tests, die mit der ISO 10360
vergleichbar sind, erreichte der LC15Dx eine Genauigkeit, die der eines
taktilen Messtasters an einem KMG ebenbrtig war.

Mit seinem speziell angefertigten Nikon-Objektiv und einer
Punktauflésung von nur 22 um eignet er sich perfekt fur die
Digitalisierung von kleinen oder fein detaillierten Objekten. Sehr hohe
Punktdichte und die Fahigkeit, enge Toleranzen einzuhalten, machen
ihn zum idealen Werkzeug fur die Priifung von Teilen wie kleinen
Blattern, Zahnradern und medizinischen Implantaten.

XC65Dx(-LS) Cross Scanner -
Leistungsfahige Inspektion von
Merkmalen

Mit der patentierten 3-Laser-Konstruktion mit Kreuzanordnung erfasst
der XC65Dx die kompletten dreidimensionalen Details von Merkmalen,
Kanten, Taschen, Rippen und Freiformflachen in einem einzigen
Scandurchgang. Er setzt damit neue ProduktivitdtsmaBstabe, da die
Daten schneller erfasst werden und gleichzeitig die genaue Extraktion
von Positionen und Abmessungen ermaglicht wird.

Der XC65Dx-LS hat einen groBeren Messabstand fiir die optimale
Priifung in tiefen Taschen und Schlitzen und den Zugang zu anderen
schwer zugénglichen Stellen. Der Cross-Scanner eignet sich fur die
Prafung von Karosserieteilen aus Blech mit 2D- oder 3D-Merkmalen,
gegossenen Motorbauteilen und komplexen Kunststoff-Formteilen usw.

LC60Dx XC65Dx XC65Dx-LS
60x60 mm 65x65 mm (3x) 65x65 mm (3x)
20 pm 25 pm 35 um

77,000 3 x 25,000 3 x 25,000

60 pm 93 um 93 um
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Extrem schnelles
hochauflosendes
3D-Scannen

Der erstklassige Laserscanner ModelMaker H120 von Nikon Metrology und der
tragbare 7-Achsen-KMG-Gelenkarm MCAX S stellen die hochmoderne Lésung fur die
3D-Messung dar, die es den Anwendern ermoglicht, das Time-to-Market zu verktrzen

und die Fertigungsprozesse zu optimieren.

BESSER SCANNEN MIT DEM MODELMAKER H120

Die Armserie MCAx S umfasst drei Leistungsstufen in sechs verschiedenen GroBen
und ist kompatibel mit Stativen und Magnetsockeln fur den Einsatz im Messlabor,
in der Werkstatt oder vor Ort. Uneingeschrankte Reichweite in und um Teile herum

mit extremer Prazision und gleichzeitig schneller, kabelloser Abtastung
bietet Vielseitigkeit, einfache Bedienung und Effizienz in jeder Umgebung.
ModelMaker-H120-Innovationen wie die maBgefertigte Nikon-Optik, die

fortschrittliche Kalibrierung und die patentierte, automatische Optimierung der
Einstellungen fir jeden einzelnen Messpunkt ohne GeschwindigkeitseinbuBen,
garantieren hohe Produktivitat und ausgezeichnete, berlihrungslose Messungen
von Freiform- und geometrischen Oberflachen ohne Kompromisse bei kleinen

Details - ungeachtet der GroBe oder des Materials.

FEATURES
MODELMAKER H120

- Blaulasertechnologie

- Ultrascharfes Nikon-Objektiv

- Streifenbreite bis zu 120 mm

- Extrem schnelle Bildwiederholrate von tber 450 Hz

- Abtastgenauigkeit von bis zu 7 um (10)

Kombinierte Systemgenauigkeit nach ISO 10360-8

Anhang D mit den MCAXx S-Armen ab 41 pm

- Die bessere Sensorleistung (ESP4) ermoglicht die
Messung problematischer Materialien wie Kohlefasern,
glanzend schwarze, reflektierende oder stark
mehrfarbige Bauteile

MCAX S GELENKARM

- 7-Achsen-Gelenk mit unendlicher Rotation und flexiblen
Antastoptionen

- Erhaltlich in Ldngen zwischen 2,0 und 4,5 m, mit drei
Genauigkeitsstufen (S, S+ & S++)

- Erweiterte Konstruktion: Arme aus Kohlefaser in

Luft- und Raumfahrtqualitét - solide, aber leicht, mit

lebenslanger Garantie

ISO 10360-12 zertifiziert

- Auf Anfrage, drahtlose Konnektivitdt und
Batteriestromversorgung fir Arm und Scanner

ANWENDUNGEN

- Vollstandige Bauteil-gegen-CAD-Inspektion
- Inspektion von geometrischen Merkmalen
Spalt- und Bundigkeitsinspektion

- Reverse Engineering

- Problemerkennung vor Ort

Eingabe fur Rapid Prototyping

Besser Scannen mit dem ModelMaker H120

Multisensor-Messtechnik
Metrologie-Software
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Nikon Metrology Fokus Scan und Inspektion
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InnovMetric Polyworks

Metrolog*
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3D-Scanning
Mess-Software

Fortschrittliche Mess-Software steuert den digitalen
Inspektionsprozess

Eine umfassende 3D-Inspektion-Software ist das Herzstlick dieses
Prozesses und ermdglicht schnell und einfach zu interpretierende Bauteil-
gegen-CAD-Vergleiche und erweiterte Merkmal-Inspektionen.

Die nahtlose Interaktion zwischen den Sensoren von Nikon Metrology
und der leistungsstarken Mess-Software liefert hochproduktive
Ergebnisse von Laserscannern auf KMGs oder Gelenkarmen. Das
umfasst die Multisensorféhigkeit zur Verwendung taktiler oder anderer
Messtechniken in einer einzigen Schnittstelle, einschlieBlich der Offline-
Vorbereitung zur Automatisierung von KMG-Scanaufgaben oder
vordefinierten Messroutinen.

Nikon Metrology ermdglicht die Einbindung mehrerer groBerer Mess-
Software-Module. Damit kénnen Anwender KMGs oder Gelenkarme mit
der Software ihrer Wahl bedienen. Der Grad der Einbindung ist abhdngig
vom Softwarepaket und umfasst Online-/Offline-Programmierung, die
vollstandig native Erfassung, die CAD-/Nicht-CAD-basierte Inspektion,
taktile Antastung und Laserscanning.

Die Verwendung einer Software, mit der Sie bereits vertraut sind
oder die fir Ihre Anwendung am besten geeignet ist, vereinfacht den
Schulungsbedarf und maximiert gleichzeitig den Durchsatz und die
Investitionsrendite.

SOFTWARE-VORTEILE

- Alle Software-Module sind multisensorfahig und kombinieren
taktile Messungen mit Laserscanning-Messungen, um die
Starken der einzelnen Sensortechnologien optimal zu nutzen.

- Fuhren Sie Handheld-Inspektionen direkt aus Ihrer
Inspektionssoftware heraus durch. Die Software fuhrt den
Benutzer und gibt direktes Feedback.

- KMG-Laserscan oder taktile Datenerfassung mit der Maglichkeit
der Offline-Bauteileprogrammerstellung tiber CAD.

- Die dimensionale Messtechnik mit Merkmalsmessungen
und Bauteil-gegen-CAD-Inspektion identifiziert kann
Qualitatsprobleme leicht erkennen.

- Umfassende Toolsets fiir umfangreiche
Qualitatsbewertungsanforderungen wie GD&T,
2D-Schnittprifung, Spalt- und Bindigkeitspriifung, komplexe
Ausrichtungen, virtuelle Montage, Kantenanalyse, statistische
Prozesskontrolle...

- Reverse-Engineering-Funktionen zur digitalen Erfassung und
Verfeinerung von Design- und Stylingabsichten.
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Nikon Metrology bietet nach 1ISO9001/2000 akkreditierte Messtechniklésungen fir eine Vielzahl von
Branchen und Bluechip-Kunden auf einem globalen Markt und nutzt dabei ein weltweites Netzwerk
von hochqualifizierten Messtechnik-Experten. Das komplette Sortiment von Dienstleistungen,
einschlieBlich Helpdesk-Support, Schulungen, Wartungsprogrammen, Nachristmoglichkeiten

und Auftragsarbeiten, ermdglicht es unseren Kunden, ihre Nikon-Metrology-Lésungen optimal zu
nutzen oder ihre Inspektionsprobleme in kirzester Zeit zu l6sen.

HELPDESK AKTUALISIERUNGEN UND

Sofortige Hilfe - Die Fahigkeiten und das technische Wissen zur Lésung NACHRUSTUNGEN

Ihrer Anwendungs-/Softwareprobleme durch eigens beauftragte Vorhandene KMGs kénnen mit einem innovativen Nikon-

Helpdesk-Fachleute. Metrology-Scanner und einer Anwendungssoftware
aufgerustet werden. Dadurch wird die Produktivitat der

MESSTECHNISCHE SCHULUNGEN/SEMINARE Inspektion erheblich gesteigert und der Anwendungsbereich

Wissensbasis - On-Site-/Off-Site-Schulungen, auf Grundstufen-, erweitert. Ein komplettes Sortiment an Scannern und

Mittelstufen- und Fortgeschrittenenniveau, sowie von eigens beauftragten Anwendungssoftvyare'steht zur Verfugung, um a'l'le Ihre

Mitarbeitern mit praktischer Erfahrung abgehaltene Software- und aktuellen und zuktnftigen Anforderungen zu erfullen.

Hardware-Seminare.

PROGRAMMIERBERATUNG

Operative Unterstiitzung - Hochqualifizierte Fachleute erteilen
Teileprogramm- oder Programmierberatung - Fachwissen, das zur
Verringerung lhrer Kosten fir die Produktinspektion beitragen kann.

WARTUNG UND KALIBRIERUNG

Technischer Service - Das Personal, Technologie auf dem Stand der
Technik und die Logistik, um die Zuverlassigkeit, Betriebszeit und Leistung
der Gerdte zu maximieren.

INSPEKTION IM UNTERAUFTRAG

Nikon Metrology bietet eine breite Palette von Inspektionsarbeiten

im Unterauftrag an. Das breite Produktportfolio beinhaltet fur jede
Inspektionsaufgabe des Kunden das richtige Tool. Zusétzlich zu den
Nikon-Metrology-eigenen Inspektionsservice-Einrichtungen verfiigt Nikon
Metrology Uber ein breites, weltweites Netzwerk von Nikon Metrology
Service Centern, die von Nikon Metrology fur die Durchfihrung von
Unterauftragsinspektionen zugelassen sind.

- Laser-Scanning-Arbeiten fur die Bauteil-gegen-CAD-Inspektion oder
Reverse Engineering

- Rontgen- und CT-Inspektionsarbeiten fir Elektronik- und

- Industrieanwendungen
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